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Gerate-Integration
— die Realitat

Seit Jahren diskutieren Experten, welche Technologie fiir die Gerate-Integration in Leitsysteme die
bessere ist, Field Device Tool/Device Type Manager — FDT/DTM oder Enhanced Device Description
Language — EDDL? Die niederlandische Anwendervereinigung WIB hat in einem ausfiihrlichen

Praxistest beide Technologien untersucht.

nde 2006 hat die Arbeitsgruppe Feld-

bus der WIB (International Instru-
mentation Users Association) ein Test-
projekt aufgesetzt, um die Eigenschaften
der DDL/EDDL — mit und ohne den so
genannten Erweiterungen — und FDT/
DTM-basierten Gerite-Integrationen aus
Anwendersicht zu bewerten. Ziel war es,
die gegenwirtige Funktionalitidt beider
Technologien anhand von FF-Geriten
(Foundation Fieldbus) zu vergleichen.
Untersucht wurden der Zugriff auf Geri-
tedaten und die Effektivitit bei verschie-
denen Inbetriebnahme- und Wartungs-
situationen. Das Projekt wurde im Test-

labor von Shell Global Solutions Interna-
o e

tional in Amsterdam durchgefiihrt und
von der FDT-Group fachlich begleitet.

Da der Begriff EDDL hiufig auch
als Abkiirzung fiir Electronic Device
Description Language genutzt wird, ver-
wendet die WIB zur eindeutigen Unter-
scheidung zwischen DDL/EDDL (ohne
Erweiterungen) die Bezeichnung eEDDL
(mit Erweiterungen oder ,,enhanced*) in
ihrem Test.

Zu Beginn des Tests Anfang 2007 war
die eEDDL-Spezifikation erst kurze Zeit
freigegeben, so dass nur wenige Produk-
te fiir den Praxis-Test zur Verfiigung
standen, die deren erweiterten Funktions-

vorrat unterstiitzten. Fiir den Test war das

jedoch ausreichend. SchlieBlich sollten
nicht moglichst viele Gerite und Syste-
me untersucht werden, sondern die Ei-
genschaften und Moglichkeiten der bei-
den Technologien zur Gerite-Integration
anhand einiger Geritetypen.

Der WIB-Testaufbau umfasste Prozess-
leitsysteme und Asset-Management-Tools
verschiedener Hersteller, von denen nicht
alle FDT und eEDDL unterstiitzen.

Unterstiitzt wurden die Prozessleitsysteme

> Emerson Delta V (DDL, eEDDL),
> Invensys IACC (DDL, eEDDL, FDT)

> Yokogawa CS 3000 (DDL, FDT)
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sowie die Asset-Management-Tools
> Metso Fieldcare (FDT),

> Yokogawa Fieldmate (DD, FDT)
> Pepperl+Fuchs Pactware (FDT).

Die Feldgerite wurden iiber ein Feldbus-Netzwerk (Foundation
Fieldbus) an die Leitsysteme beziehungsweise Asset-Management-
Tools gekoppelt. Auf der Geriteseite standen ein Multivariablen-
Messumformer von Yokogawa und elektropneumatische Stellungs-
regler (Positioner) der Firmen Emerson, Invensys und Metso fiir
den Test zur Verfiigung. Abhédngig von den jeweils unterstiitzten In-
tegrationstechnologien ergaben sich 35 mdogliche Testkombinatio-
nen von denen 31 untersucht wurden. Nicht getestet wurde DDL in
Fieldmate.

31 Gerate-/Leitsystem-Kombinationen im Test
Alle Tests wurden aus Anwendersicht durchgefiihrt, das heifit mit
besonderem Augenmerk auf Interoperabilitiit, Ausfithrungszeiten,
Bedienoberflidche und die Funktionalitét in Inbetriebnahme- und
Wartungssituationen.

Beziiglich der Interoperabilitdt gab es bei der DDL erwartungsge-
mal keinerlei Probleme: Die Technologie ist reif und hat sich in vie-
len Installationen bewihrt. Zum Testzeitpunkt hatten zwei Leitsys-
teme und zwei Feldgerite die eEDDL-Spezifikation fiir den Foun-
dation Fieldbus implementiert. Die eEDDs funktionierten in den
zwei Host-Systemen einwandfrei. Verbesserungspotenzial zeigte
sich bei der Interoperabilitit von Gerdte-DTMs (Device Type Ma-
nager) mit den FDT-Rahmenapplikationen. Nicht alle im Test ver-
wendeten DTMs waren auf Anhieb interoperabel mit der FDT-Rah-
menapplikation und liefen erst nach Einspielung eines Patch ein-
wandfrei. Die WIB leitet daraus die Notwendigkeit ab, alle DTMs
einem Konformititstest mit dem ,,dtmInspector* zu unterziehen und
durch die FDT-Group zertifizieren zu lassen. Analog dazu schligt
die WIB einen Konformititstest fiir die FDT-Rahmenapplikationen
vor. Die FDT Group hat diese Anregungen aufgenommen und be-
reits im Oktober 2007 mit der Entwicklung eines Tools fiir Konfor-
mitiits-Tests von Rahmenapplikationen sowie eines entsprechenden
Zertifizierungsprozesses begonnen. Dieser ,,framelnspector® wird
voraussichtlich im 4. Quartal 2008 verfiigbar sein.

Die im realen Betrieb wichtigen Ausfiihrungszeiten typischer En-
gineering-Funktionen wurden anhand von dynamischen Regel-
kreistests, Ventilanalysen, automatischer Kalibrierung und Dead-
band-Tests ermittelt. FDT und eEDDL unterscheiden sich in diesen
Disziplinen nur um Nuancen. Die einfachere DDL ist in der reinen
Ausfiihrung der Funktionen zwar schneller, in Summe benétigen
Anwender fiir die Durchfiihrung einer bestimmten Titigkeit aber
mehr Zeit: Aufgrund der benutzer-unfreundlichen Darstellung dau-
ert das Finden und Eingeben der Parameter ldnger als bei FDT oder
eEDDL.

Hinsichtlich der Bedienoberfldchen und der Funktionalitdit un-
terscheiden sich die drei Integrationstechnologien signifikant: Bei
den Beschreibungssprachen DDL und eEDDL sind die Moglich-
keiten fiir den Geritehersteller zur Gestaltung einer Bedienober-
flache grundsitzlich durch den Sprachumfang vorgegeben. Die
Darstellung einer DDL/eEDDL-basierten Oberfliche in einem be-
stimmten Host-System héngt weiterhin davon ab, welche Sprach-
konstrukte der Host beherrscht.DDLs erlauben lediglich eine ein-
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Funktion Basis DDL erweiterte EDDL DTM
FF Block Konfiguration ja ja nein
Kalibrierungsmethoden nein ja ja
Konfigurations-Assistenten nein limitiert ja
Flexibilitat fiir Geratehersteller sehr limitiert limitiert ja
ZeitgemaBe Benutzerschnittstelle nein sehr limitiert ja
Datenspeicherung und nein limitiert ja
Auswertefunktionen

Komplexe nein limitiert ja
Berechnungsfunktionen

Erweiterte Diagnose nein limitiert ja
fiir komplexe Gerate

fache Listendarstellung der Parameter,
die sich mit Hilfe von Karteireitern (Tab-
cards) strukturieren lassen. Grafische
Darstellungen sind bei DLLSs nicht vorge-
sehen — im Gegensatz zur eEDDL. Aller-
dings sind deren Inhalte wiederum vorde-
finiert. Bei einzelnen Engineering-Funk-
tionen der eEDDL traten Probleme auf,
beispielsweise beim Funktionstest (Step-
Test) der Stellungsregler: Die Mess-Er-
gebnisse gingen bei einem Wechsel des
Meniifensters verloren und liefen sich
generell nicht speichern.

Bei FDT definiert der Geritehersteller
die Bedienoberfliche fiir einen geritespe-
zifischen DTM (Device Type Manager)
und kann die Informationen fiir die jewei-
lige Aufgabe (Parametrierung, Test) dar-
stellen. Der DTM eines Geriteherstellers
sieht in allen Rahmenapplikationen (Host-
Systemen) immer gleich aus. Die jeweili-
gen Parameter und die Ergebnisse der

SIS 2lsje) 8 S E s

Funktionstests befinden sich im gleichen
Fenster. Auch eine Archivierung der Test-
Ergebnisse fiir spétere Analysen ist jeder-
zeit moglich. Und bei einem Wechsel zwi-
schen verschiedenen Fenstern gehen
grundsitzlich keine Daten verloren.

Die Gestaltungsfreiheit bei FDT/DTM
birgt aber auch Gefahren: Der Aufbau von
DTMs eines Herstellers ist in allen Syste-
men zwar identisch, ein anderer Hersteller
kann aber ein anderes Bedienkonzept ver-
folgen. Unterschiedliche Meniistrukturen
fiir gleiche Geritetypen sind teilweise die
Folge davon und diese erschweren in der
Praxis die Wartung und Inbetriebnahme
von Anlagen. Abhilfe schafft hier der

Interpreter bei der Arbeit: Die eEDDL-
basierte Darstellung von Diagnose-
Informationen eines Stellungsreglers
kann in verschiedenen Host-Systemen
vollig unterschiedlich sein.
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Engineering-Funktionen von DDL,
enhanced EDDL und der FDT-Tech-
nologie: Da DTMs die Block-Konfi-
guration nicht unterstiitzen, ist in
Foundation-Fieldbus-Applikationen
immer auch die DDL oder eEDDL zu
implementieren.

<

DTM-Style-Guide. Die WIB regt an, den
Style-Guide weiter zu verbessern und die
Oberfldchen nach Anwendungsbereichen
(Use-Cases) wie Inbetriebnahme und
Wartung zu strukturieren. Diese Anforde-
rungen flieBen in die aktuellen Arbeiten
am FDT-Style-Guide ein.

Technologie-Mix ist Pflicht

Beim Foundation Fieldbus wird generell
die DDL benétigt, um die Basis-Integra-
tion der Gerite in ein Leitsystem vorneh-
men zu konnen. Die im Vergleich zu DDL
verbesserte eEDDL ist heute Stand der
Technik und ermoglicht verbesserte Be-
dienoberflichen fiir einige Standardfunk-
tionen. Damit ist die eEDDL fiir die Be-
dienung von Geriten mit geringem Funk-
tionsumfang geeignet, fiir die effiziente
Wartung komplexer Gerite jedoch nicht
hinreichend.

Im Bereich der Diagnose und Wartung
sind DTMs aufgrund ihrer umfangreichen
Funktionalitit und nutzerfreundlichen Be-
dienoberfldchen fiir den Endanwender
sehr attraktiv. Allerdings gibt es Bedenken
seitens der Leitsystemhersteller und -an-
wender, ausfiihrbaren Programmcode von
Drittherstellern auf einem Leitsystem-Ser-
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ver zu betreiben. Dies lésst sich vermei-
den, indem ein eigener Server fiir das As-
set-Management eingerichtet wird.

Der WIB-Test bemingelt, dass beide
Technologien — bezogen auf den Foun-
dation Fieldbus — noch nicht ausgereift
sind. Der Grund: Es gibt nicht geniigend
Feldgerite, die diese Technologien unter-
stiitzen (Stand: Q1/2007). FDT und
eEDDL erfiillen in ihren jeweiligen Ein-
satzbereichen die Erwartungen (eEDDL:
Geritekonfiguration, FDT: Geritekonfi-
guration und -wartung). In Verbindung
mit Foundation Fieldbus ist es notwendig,
beide Technologien einzusetzen. Der Test
bestitigt die Aussagen der FDT-Group:
eEDDL und FDT ergidnzen sich und
das FDI-Projekt (Future Device Integra-
tion) hat die richtige Zielsetzung — die

Funktionstest im Vergleich: Bei FDT
(links) sind im Gegensatz zur eEDDL
Parameter und Ergebnisse im gleichen
Fenster angeordnet und kénnen
exportiert werden.

riickwirtskompatible Zusammenfiihrung
von EDDL und FDT. Auf Basis von FDT
lassen sich bereits heute beide Technolo-
gien nutzen: Es gibt sogenannte Interpre-
ter-DTMs (iDTMs), die DDs und EDDs
integrieren und in FDT-Rahmenapplika-
tionen darstellen.

Der WIB-Testbericht ,,FDT/DTM or
EDDL using FF Technology — An assess-
ment of current approaches to Asset Ma-
nagement* kann bei der FDT-Group per
E-Mail an ,marketing@fdtgroup.org®
kostenlos angefordert werden. sk

Artikel-Download:
ﬂ www.elektroniknet.de/automation
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